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Organizaèní zaèlenìní a personália

Rentgenová strukturní analýza byla jednou ze základních
aktivit katedry fyziky pevných látek ji� od zalo�ení
Matematicko-fyzikální fakulty v roce 1951. Tehdejším
vedoucím katedry byl prof. Miloslav Valouch, který se
zamìøoval na výzkum fyziky kovù a rentgenografické
oddìlení mìl na starosti doc. Josef Šedivý. Náplò práce
navazovala na døívìjší úspìšné pùsobení prof. Adély Ko-
chanovské ve Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy v
oblasti studia mikrostruktury polykrystalických materiálù
(tehdy se pou�íval poetický termín jemná struktura).
Oddìlení strukturní analýzy pøetrvává na Matematicko-
fyzikální fakultì dodnes, i kdy� se pak v prùbìhu let ještì
dvakrát zmìnil název a slo�ení katedry, pøes katedru fyziky
polovodièù a� po dnešní katedru fyziky elektronových
struktur. Tyto organizaèní zmìny také zèásti poznamenaly
náplò práce oddìlení, hlavnì volbou materiálù a navazující
fyzikální problematikou. Nicménì hlavní orientace na
polykrystalické a práškové materiály zùstala zachována,
jednak z historických dùvodù, v návaznosti na pøedchozí
zkušenosti, a také z dùvodù èistì technických, nebo� instru-
mentální vybavení tohoto oddìlení se po léta budovalo
právì s tímto zamìøením.

V souèasné dobì v oddìlení pracují doc. Radomír
Ku�el, Jan Matlák (technik), doc. David Rafaja (vedoucí
laboratoøe), dr. Hana Šíchová a prof. Václav Valvoda
(vedoucí oddìlení). V oddìlení dále pracovali dr. Radovan
Èerný, ing. Ludmila Dobiášová, doc. Pavla Èapková, ing.
Jitka Vacínová, dr. Jiøí Neid a technièka paní Irena
Ejemová.

Výuka

Hlavním úkolem univerzitních pracoviš� je pøedevším
vychovávat studenty, nové mladé odborníky, a není tomu
jinak ani v našem pøípadì. Èlenové oddìlení strukturní
analýzy zajiš�ují výuku krystalografie a strukturní analýzy
v oboru fyzika pevných látek, èásteènì té� v dalších
oborech (biofyzika, chemická fyzika, fyzika polymerù,
elektronika). K tomu slou�í povinná kursovní pøednáška
Struktura látek a difrakce záøení s navazujícím cvièením a
øada výbìrových pøednášek zamìøených na studium reálné
struktury látek a na aplikace strukturní analýzy v jiných
oborech. Tøi výbìrové pøednášky zajiš�ují naši kolegové z
Fyzikálního ústavu AV ÈR v Praze, dr. Zbynìk Šourek
(difrakce na dokonalých krystalech), dr. Václav Petøíèek
(øešení struktur monokrystalù) a dr. Igor Bartoš (fyzika
povrchù). Souèástí výuky jsou i experimentální úlohy z rtg
strukturní analýzy, které se v souèasné dobì provádìjí
formou demonstraèních úloh a semestrálních prací. Z
minulých let je však k dispozici patnáct praktických úloh v
rentgenové laboratoøi, vèetnì materiálù, návodù, vyhod-

nocovacích pomùcek (nyní pøevá�nì poèítaèových
programù) a vzorových úloh. Pro zkvalitnìní výuky bylo
také nutné pøipravit v døívìjší dobì neexistující pomùcky a
proto bylo znaèné úsilí vìnováno psaní uèebnic a skript
(viz odkazy 1 - 5), spojené s vytváøením a doplòováním
èeské odborné terminologie.

Zamìøení vìdecké práce

Teprve s odstupem èasu se vyjevují vùdèí témata, která se
vinou v historii výzkumné èinnosti oddìlení jako èervená
ni�. Napøíklad pøi studiu teplotních kmitù atomù v èistých
kovech a jejich slitinách jsme narazili na zajímavé karbidy
a nitridy pøechodových kovù. Cílem bylo najít vztah mezi
jejich vysokými teplotami tání, meziatomovými vazbami a
teplotními kmity. V podstatì šlo o studium smíšených
vazeb v tìchto látkách. Od teplotních kmitù byl pak ji� jen
krùèek ke studiu deformaèních elektronových hustot, které
vystihují meziatomové vazby lépe ne� teplotní kmity
atomù. Dále se naše aktivity ubíraly dvìma smìry, jeden
pokraèoval v detailním studiu anizotropních (a v pøípadì
CuCl i antisymetrických) kmitù atomù, druhý smìr se dr�el
zvolených materiálù a jejich aplikací v práškové meta-
lurgii. Tento úkol vy�adoval podrobnìjší studium reálné
struktury látek, vèetnì analýzy mikroskopických napìtí,
urèování velikosti èástic a jejich pøednostní uspoøádání ve
vzorku (textura). Všechny tyto zkušenosti jsme pak
uplatnili v následném výzkumu struktury tenkých vrstev z
tvrdých materiálù (napø. TiN). Uplatnili jsme jak zkuše-
nosti s tímto materiálem v objemových vzorcích, tak i
metodické dovednosti se studiem mikrostruktury polykrys-
talických látek. Toté� se pak opakovalo pøi pøechodu ke
studiu struktury kovových multivrstev s významnými
magnetickými vlastnostmi. V té dobì byly provádìny
pøedevším výzkumy struktury mnohem dokonalejších
polovodièových nebo optických multivrstev a problémy
difrakce na polykrystalických a ménì dokonalých kovo-
vých multivrstvách byly øešitelné na základì pøedchozí
zkušenosti s tìmito materiály v podobì objemových
vzorkù nebo jednoduchých vrstev. Jednou z postranních
vìtví tohoto výzkumu bylo také zamìøení na studium
difúzních procesù difrakèními prostøedky a výzkum
kvarternárních intermetalických slouèenin pøipravovaných
jako materiály s funkèním gradientem chemického slo�ení
a struktury. Metodické poznatky jsme pak dále uplatòovali
napøíklad v rozvoji metod studia polykrystalických a práš-
kových materiálù zatí�ených výraznou pøednostní orien-
tací krystalitù (apikace se však uplatnily i pøi studiu
epitaxních vrstev supravodivých oxidù nebo v kvantita-
tivní fázové analýze texturovaných tenkých vrstev a
objemových vzorkù). Další aplikace detailní analýzy
difrakèních profilù se pak uplatnily pøi studiu deformova-
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ných anizotropních materiálù nebo pøi výzkumu mikro-
struktury nanokompozitù. V tomto krátkém pøehledu není
mo�né vypoèítávat všechny materiály nebo všechny
fyzikálnì chemické problémy, kterými jsme se v prùbìhu
let zabývali. Vzpomeòme alespoò nìkteré další látky jim�
jsme se také vìnovali: interkaláty, fullerény, kapalné
krystaly, uhlíkové kompozity, ferroelektrika, polovodièe
apod. V souèasné dobì se náš výzkum tenkých vrstev
orientuje té� na povrchové nanostruktury jako jsou kvan-
tové teèky a kvantové jámy a z objemových vzorkù pak na
intermetalické magnetické slouèeniny (v souèinnosti s
další skupinou naší katedry, která se zamìøuje na elektro-
novou a magnetickou strukturu tìchto materiálù). Tento
výzkum pøispìl k urychlenému vybudování nízkoteplot-
ních difrakèních zaøízení, s mo�ností mìøit teplotní zmìny
struktury do teplot kapalného helia.

Pøi této pøíle�itosti bych rád ještì pøipomenul dva
pracovníky naší fakulty, kteøí se významnou mìrou
zaslou�ili o rozvoj ès. krystalografie. Na naší katedøe døíve
pùsobil vynikající pedagog dr. Václav Frei, který se
aktivnì a úspìšnì vìnoval bádání v oblasti teorie krystalo-
grafických grup. V matematické sekci pak pracuje doc.
Boris Gruber, jeho� práce vìnované definici tzv. redu-
kované buòky našly odezvu v nejpresti�nìjších krysta-
lografických kruzích editorù Mezinárodních krystalo-
grafických tabulek. Do tìchto tabulek jsme pozdìji také
pøispìli krátkou kapitolou, vìnovanou pøehledu difrak-
èních metod z hlediska fyzikálních interakcí elektro-
magnetického záøení a tokù èástic s materiály a významu
tìchto interakcí pro strukturní výzkum v rámci zobecnìné
krystalografie (odkaz 6).

Organizace krystalografických akcí

Oddìlení strukturní analýzy se pravidelnì zapojuje i do
organizaèní práce pøi pøípravì semináøù, konferencí a
mezilaboratorních testù. Napøíklad v letech 1987 a 1990 to
bylo vedení programového výboru mezinárodních konfe-
rencí Advanced Methods in X-ray and Neutron Structure
Analysis of Materials, v roce 1995 vedení organizaèního
výboru mezinárodní konference Size Strain I, v roce 1996
spolupráce pøi zajištìní akce ICDD Workshop v Praze a
jako prozatím nejvýznamnìjší akce, na ní� jsme se podíleli,
bylo vedení organizaèního výboru konference 18th Euro-

pean Crystallographic Meeting v Praze a pøíprava
doprovodné výstavy Struktura mikrosvìta v Národním
muzeu. V letech 1994 – 1996 jsme organizovali tøi mezi-
laboratorní testy typu Round Robin v Èeské republice a na
Slovensku, s cílem testovat citlivost rtg difraktometrù,
pøesnost mìøení intenzit a pøesnost urèování struktur
pomocí Rietveldova programu. Od roku 1985 se výraznì
podílíme na organizaci Rozhovorù Krystalografické
spoleènosti a na pøípravì ka�doroèních kolokvií.

Spolupráce

Vysoké náklady na poøízení drahých difrakèních pøístrojù
nám nedovolují souèasnì budovat další experimentální
laboratoøe, vèetnì technologických. Na druhou stranu nám
naše pomìrnì pokroèilá specialize umo�òuje pøijímat
nabídky na øešení strukturních a fyzikálnì-chemických

problémù pøi výzkumu nových materiálù formou spolu-
práce. Další spolupráce jsou nìkdy vyvolány potøebou
odborného kontaktu s kolegy z jiných pracoviš�, a� ji� se
jedná o teoretické, experimentální nebo technologické
zále�itosti. Neúplný pøehled našich spolupracovníkù a
jejich pracoviš� je následující:

Fyzikální ústav AV ÈR v Praze (V. Syneèek, J. Musil,
J. Kub, Z. Šourek, J. Petzelt, V. �elezný, M. Polcarová,
E. Hulicius), Pøírodovìdecká fakulta UK v Praze (D. Hav-
líèek, I. Císaøová), Pøírodovìdecká fakulta MU v Brnì
(V. Holý), VUT v Brnì (T. Šikola), ZÈU v Plzni (J. Musil,
J. Vlèek), SHM a Pramet Šumperk (M. Šíma, A. Suchá) a
HVM Plasma Praha (J. Vyskoèil). Dále se jedná o spolu-
práci s univerzitami, napøíklad v Helsinkách, Vídni,
Freibergu, Regesburku, Paøí�i, Øímì, Lovani, Amste-
rodamu, San Diegu, Shefieldu a v mnoha dalších místech.

Experimentální vybavení pracovištì

• Pøístroj Mikrometa pro fotografickou registraci difrak-
èního obrazu, vèetnì kamery typu Polaroid, Guiniero-
vou komorou (Enraf Nonius) a Laueho mikro-komorou
(Rigaku Denki)

• Šest zdrojù vysokého napìtí (Philips 2x, Seifert, Iris,
Tur, Siemens).

• Difraktometr Philips s vertikálním práškovým gonio-

metrem.

• Difraktometr Hilger & Wats s vertikálním práškovým

goniometrem (pouze Co anoda).

• Difraktometr Seifert XRD-7 pro práškovou difrakto-

metrii a pro tenké vrstvy (nástavec pro paralelní svazek).

• Difraktometr Huber pro tenké vrstvy se Seemanovou-

Bohlinovou fokusací, texturním nástavcem a vysoko-

teplotní komorou do 900oC.

• Difraktometr HZG-3 pro práškovou difrakci pøi
teplotách kapalného dusíku a vysokých teplotách do

2500oC (komory MRC).

• Difraktometr Siemens D500 s polohovì citlivým
detektorem pro vysokoteplotní difrakci (kamera Paar do
2500oC) a pro nízkoteplotní difrakci do teplot kapalného

helia (komera Oxford Instruments).

• Difraktometr HZG-4 s Eulerovou kolébkou pro mìøení
zbytkových napìtí a textur.
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